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Abstract of DE1 9823503 

The method involves executing an instruction of a 
test program, which yields an operation value. 
The operation value can then be stored in a data 
area. A further instruction is delivered to the test 
program to initiate an operation test. The 
operation test reads in the stored operation value 
and makes a corresponding circuit connection, 
which enables an operation test to be made. The 
test circuit connected may be a flank cycle 
generator. The operation value may comprise 
data which generates a cycle in which a flank 
impulse is included. 
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folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zur Ausfiihrung von Prufprogrammen fiir ein Halbleiter-Priifsystem 

(§) Es wird ein Verfahren zur Ausfiihrung von Prufpro- 
grammen fiir ein Halblelter-Prufsystem offenbart, das 
durch Ausfiihrung von Priifprogrammen mittels eines Be- 
trlebssystems Funktionsprufungen an einem Halbleiter- 
bauelement durchfiihrt. Wird eine Anweisung eines Priif- 
programms ausgefiihrt, die einen vorbestimmten Ein- 
stellwert angibt, wird der Einstellwert in einem Oatenbe- 
retch gespeichert. Wird anschiief^end eine Anweisung zur 
Ausfuhrung einer Funktionsprufung ausgefiihrt, wird der 
gespeicherte Einstellwert gelesen, um eine entsprechen- 
de Schaltung einzustellen, woraufhin die Funktionspru- 
fungen durchgefuhrt warden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ausfuhrung von 
Priifprogrammen fiir ein Halbleiter-Priifsystem zur Durch- 
fiihrung verschiedcner Funkdonsprufungen an einem Halb- 5 
leiterspeicher oder anderen Bauelementen. 

Man kennl zwei T^P^n von Halbleiter-Priifsysleiiien zur 
Durchfuhrung verschiedcner Funktionsprlifungen an einem 
Halbleiterspeicher, einen stiftweise arbeitenden Typ und ei- 
nen TVp mil Betriebsinittekeilung. Das Halbleiter-Priifsy- lO 
stem vom stiftweise arbeitenden lyp erlaubt es, fur jeden 
Stift (AnschluB) des zu priifenden Halbieiterspeichers eine 
Taktflanke einzustellen, die einen Schalltakt von Musterda- 
tcn odor dcrglcichcn fcstlcgt, was den Vorlcil hat, daB Fcin- 
einslellungen der Funktionsprlifungen moglich sind. Spe- I5 
ziell umfaBt dieses System einen Taktgenerator, der ebenso- 
viele Taktflanken-Generatorschaltungen enthalt wie der 
Halbleiterspeicher Stifte hat, wobei jede Taktflanken-Gene- 
ratorschallung eine beliebige Taktflanke erzeugen kann. 

Das Halbleiter-Priifsystem vom T^p mit Betriebsmittel- 20 
teilung andererseits weist mehrere Taktflanken auf, die alle 
Stifte gemeinsam benutzen, so daB die Hardware leicht ver- 
einfacht werden kann, obwohl man weniger Freiheitsgrade 
bei der Einstellung der Taktflanken hat. Speziell enthalt der 
Taktgenerator dieses Systems eine gemeinsame Taktflan- 25 
ken-(jeneratorschallung fur die Stifte des Halbieiterspei- 
chers, so daB unter mehreren (z. B. acht verschiedenen) 
Taktflanken, die von der Taktflan ken-Generatorschaltung 
erzeugt werden, irgendeine zur Korrelation mit den jeweili- 
gen Stiften ausgewahlt wird. Somit wird unter den acht ver- 30 
schicdcnen Taktflanken, die von der Taktflankcn-Gencrator- 
schaltung erzeugt werden, eine ausgewahlt, um eine indivi- 
duelle Entsprechung mit jedem Stift des Halbieiterspeichers 
zu ermoglichen. 

Die oben erwahnten lialbleiter-Prufsysteme vom stift- 35 
weise arbeitenden Typ und vom TVp mit Belriebsmitleltei- 
lung sind ubrigens beide rechnergesteuert und enthalten eine 
Priifprozessor genannte Verarbeitungseinheit zur Ausfuh- 
rung eines vorbestimmten Prufprogramms zur Durchfuh- 
rung verschiedcner Funktionsprufungen am Halbleiterspei- 40 
cher. Das Priifprogramm wird zwar allgemein von einem 
vorbestimmten Betriebssystem ausgefuhrt, wegen der Un- 
terschiede im Mechanisttius der Taklflankenerzeugung oder 
dergleichen haben das Halbleiter-Prufsystem vom stiftweise 
arbeitenden Typ und das Halbleiter-Priifsystem vom Typ mit 45 
Betriebsmittelteilung aber verschiedene Betriebsablaufe, 
die bei Ausfuhrung des Priifprogramms vom Priifprozessor 
durchgcfiihrt werden. Aus dicscm Grundc muB man ver- 
schiedene Betriebssysteme verwenden, je nachdem, ob das 
Halbleiter-Priifsystem vom stiftweise arbeitenden TVp oder 50 
vom lyp mit Betriebsmittelteilung ist, wodurch die gemein- 
same Benutzung eines Betriebssystems nicht moglich ist. 

Wie oben beschrieben, ist der im Halbleiter-Priifsystem 
vom Typ mit Betriebsmittelteilung enthaltene Taktgenerator 
zum Beispiel mit einer gemeinsamen Taktflanken- Genera- 55 
torschaltung entsprechend den Stiften des Halbieiterspei- 
chers versehen. In dem Augenblick, in dem eine Anweisung 
des Prufprogramms ausgefuhrt wird, die die Werte mehrerer 
Taktflanken (z, B. ACLKl, ACLK2 etc.) beschreibt, die von 
der Taklflanken-Generalorschaltung eingestellt werden, 60 
werden entsprechende Werte der Taktflanken in der Takt- 
flanken-Generatorschaltung eingestellt. 

Hingegen ist der im Halbleiter-Priifsystem vom stiftweise 
arbeitenden lyp enthaltene Taktgenerator mit mehreren 
Taktflanken-Generatorschaltungen versehen, einer fiir jeden 65 
Stift des Halbieiterspeichers. Die Taktflanken-Generator- 
schaltungcn werden unabhangig voncinander eingestellt, 
und die tatsachliche Einstellung wird unmittelbar vor der 
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Ausfuhrung einer Messung des Ausgangswertes des Halb- 
ieiterspeichers durchgcfiihrt. 

Unabhangig von dem gemeinsamen Priifprogramm muB 
daher das Betriebssystem zur Verwendung in dem konven- 
tionellen Halbleiter-Prufsystem verschiedene Aktionen des 
Prufprozessors zulassen, je nachdem, ob das Betriebssystem 
auf das Halbleiter-Priifsystem vom stiftweise arbeitenden 
l\p oder das Halbleiter-Priifsystem vom 'l^p mit Betriebs- 
mittelteilung angewandt wird, woraus sich die Notwendig- 
keit ergibt, jedesmal ein Betriebssystem mit anderen Spezi- 
fikationen zu entwickeln, was deren Entwicklung sehr auf- 
wendig macht 

AuBerdem fiihrl die Verwendung verschiedcner Betriebs- 
systeme dazu, daB der Priifprozessor verschiedene Betriebs- 
ablaufe durchfiihrt, d. h. daB die Funktionspriifungen unter 
verschiedenen Priifbedingungen im strengen Sinne des Wor- 
tes durchgefiihrt werden. Um sicherzustellen, daB die Funk- 
tionspriifungen stets unter den gleichen Bedingungen durch- 
gefiihrt werden, ware es giinstig, wenn der Priifprozessor ein 
und denselben Betriebsablauf durch gemeinsame Benut- 
zung eines einzigen Betriebssystems durchfuhren konnte. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Ausfuhrung eines PriiQ)rogramms fiir ein Halbleiter- 
Priifsystem zu schafFen, das bei Ausfiihrung eines Priifpro- 
gramms unabhangig vom ^Vyp des Halbleiter-Priifsystems 
den gleichen Betriebsablauf gewahrleistet. 

Ein erfindungsgemaBes Verfahren zur Ausfuhrung eines 
Priifprogramms fiir ein Halbleiter-Priifsystem umfaBt, bei 
Ausfiihrung einer Anweisung des Priifprogranmis, die einen 
zur Durchfiihrung der Funktionspriifiing benotigten vorbe- 
stimmten Einstellwert angibt, den so angegebenen Einstcll- 
wert in einem vorbestimmten Datenbereich zu speichem, 
und bei Ausfuhrung einer Anweisung des Priifprogramms, 
die einen Befehl zur Durchfuhrung der Funktionspriifung 
gibt, den in dem Datenbereich gespeicherten Einstellwert zu 
lesen und die Einstellung einer entspiechenden Schaltung 
durchzufiihren, wonach die Funktionspriifung durchgefiihrt 
wird. 

Selbst wenn die Funktionspriifung mittels eines Halblei- 
ter-Priifsystems vom Typ mit Betriebsmittelteilung durchge- 
fiihrt wird, ist es nicht notwendig, bei der Ausfiihrung der 
Anweisung, die einen zur Durchftihrung der Funktionsprii- 
fung benotigten Einstellwert angibt, sofort eine entspre- 
chende Schaltung einzustellen. Dadurch wird es moglich, 
den Betriebsablauf bei Ausfiihrung des Priifprogramms ge- 
meinsam mit dem Halbleiter-Priifsystem vom stiftweise ar- 
beitenden Typ zu benutzen. 

Charakteristisch fur das erfindungsgcmaBc Halbleiter- 
Priifsystem ist, daB bei Ausfiihrung eines gemeinsamen 
Priifprogramms verschiedene Funktionspriifungen in den 
gleichen Betriebsablaufen durchgefiihrt werden, ganz gleich 
ob das System vom Typ mit Betriebsmittelteilung oder vom 
stiftweise arbeitenden Typ ist. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung von Ausfuhrungsfor- 
men und aus der Zeichnung, auf die Bezug genonmien wird. 
In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine Darstellung der Konfiguration eines Halblei- 
ter-Priifsystems, 

Fig. 2 eine Darstellung der Konfiguration einer Teilschal- 
tung einer in Fig. 1 gezeigten Steckplatine, 

Fig. 3 eine Darstellung einer Beziehung zwischen einer 
Taktflanke fiir Treibersignalformung und einer einem Halb- 
leiterspeicher zuzufiihrenden Signalform, 

Fig. 4 eine Darstellung einer schematischen Konfigura- 
tion eines Taktgenerators in einem Halbleiter-Priifsystem 
vom Typ mit Betriebsmittelteilung, 

Fig. 5 eine Darstellung einer schematischen Konfigura- 
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lion eines Taktgenerators in einem Halbleiter-Prufsyslein 
vom stiftweise arbeitenden Typ, 

Fig. 6 eine Darstellung eines Betriebsablaufs, wenn ein 
Betriebssystem ein Programm zur Prufungsdurchfuhrung 
ausfiihrt, und 5 

Fig* 7 eine Darstellung eines Betriebsablaufs, wenn das 
Betriebssystem ein anderes Prograuiiu zur Prufungsdurch- 
fuhrung ausfiihrt. 

AUgemeine Konfiguration des Halbleiter-Priifsystems to 

Fig. 1 ist eine Skizze, die die Konfiguration des Halblei- 
ter-Priifsystems zeigt. Zur Durchfiihrung der verschiedenen 
Funktionspriifungcn an cincm zu priifendcn Halblciterspci- 
cher 100 enlhalt das in Fig. 1 gezeigte Halbleiter-Priifsy- 15 
stem einen Priifprozessor 10, einen Taktgenerator 20, einen 
Mustergenerator 30, einen Datenselektor 40, einen Format- 
steuerteil 50, eine Steckpladne 60 und einen digitalen Ver- 
gleichsteil 70. 

Der Priifprozessor 10 dient zur Steuerung des gesaniten 20 
Halbleiter-Priifsystems, so daB ein Betriebssystem ein vor- 
bestimnites Priifprogramm zur DurchfUhrung der Funkti- 
onspriifungen am Halbleiterspeicher 100 ausfiihren kann. 
Das Priifprogramm enthalt ein Speichermusterprogranmi 
zur Erzeugung von Musterdaten, die dem Halbleiterspeicher 25 
100 Piir die Funktionspriifungen zuzufiihren sind, und ein 
Programm zur Priifungsdurchfuhrung, das Priifungsbedin- 
gungen zur Durchfiihrung der Funktionspriifungen festlegt 

Der Taktgenerator 20 stellt einen Basiszyklus des Priifbe- 
triebs auf und erzeugt innerhalb des so aufgestellten Basis- 30 
zyklus verschiedcne Taktflankcn. Der Mustergenerator 30 
erzeugt Musterdaten, die Stiften des Halbleiterspeichers 100 
zuzufiihren sind. Der Datenselektor 40 korreliert verschie- 
dene Musterdaten, die vom Mustergenerator 30 geliefert 
werden, mit den Stiften des Halbleiterspeichers 100, die die 35 
Daten empfangen soUen. Der Formatsteuerteil 50 dient zur 
Signaiformsteuerung des Halbleiterspeichers 100 auf der 
Basis der vom Mustergenerator 30 erzeugten und vom Da- 
tenselektor 40 auszuwahlenden Musterdaten und der vom 
Taktgenerator 20 erzeugten Taktflanken. 40 

Die Steckpladne 60 stellt eine physische Schnittstelle mit 
dem Halbleiterspeicher 100 dar. Fig. 2 ist eine Skizze, die 
eine Schallungskonfiguration der Steckpladne 60 darstellt, 
und zwar eine Konfiguration entsprechend einem Stift des 
Halbleiterspeichers 100. Wie in Fig. 2 gezeigt, endialt die 45 
Steckplaline 60 einen Treiber 62, der dem zugehorigen Stift 
des Halbleiterspeichers 100 eine vorbesdmmte Mustersi- 
gnalform zufuhrt, einen Doppelvergleicher 64, der eine an 
dem Stift erscheinende Spannungssignalform simultan mit 
einer vorbestimmten Hefpegelspannung und mit einer vor- 50 
bestinmiten Hochpegelspannung vergleicht, eine program- 
mierbare Last 66, die eine wahlweise Einstellung eines Last- 
stromwertes ermogUcht, und einen AbschluBwiderstand 68, 
der mit dem Stift verbunden ist und der einen vorbestimm- 
ten Widerstandswert hat (z. B. 50 Q). Man beachte, daB ei- 55 
nige Stifte des Halbleiterspeichers 100 nur zum Empfang 
von vorbestimmten Daten dienen konnen, z. B. ein Stift, der 
zu einem AdreBanschluB gehort, und daB mit so einem Stift 
nur der Treiber 62 verbunden ist, ohne daB der Doppelver- 
gleicher 64, die programmierbare Last 66 und der AbschluB- 60 
widerstand 68 notig sind. 

Der digitale Vergleichsteil 70 vergleicht ein Ausgangssi- 
gnal jedes Stiftes des Halbleiterspeichers 100 mit Erwar- 
tungswertdaten fiir jeden vom Datenselektor 40 ausgewahl- 
ten Suft. Der Takt fur die Durchfiihrung dieses Vergleichs 65 
wird durch eine Taktflanke STRB eines vom Taktgenerator 
20 erzeugten Hinweissignals angcgcben. 
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Spezielle Aktion des Taktgenerators 

Es wird nun eine spezielle Aktion des Taktgenerators 20 
in dem in Fig. 1 gezeigten Halbieiter-Priifsystem beschrie- 
ben. Die vom Taktgenerator 20 erzeugten Taktflanken urn- 
fassen im allgemeinen l^tflanken ACLK, BCLK und 
CCLK zur Formung von Signalfonnen des in Fig. 2 gezeig- 
ten Treibers 62, Taktflanken DREL und DRET, die den Ein/ 
Aus-Zustand des TVeibers 62 angeben, und eine Taktflanke 
STRB, die dem digitalen Vergleichsteil 70 beflehlt, die Prii- 
fiingsergebnisse zu messen. 

Fig. 3 ist eine Skizze der Beziehung zwischen der Takt- 
flanke fur die Treibersignaiformung und die Ausgangssi- 
gnalform des Treibers 62, die dem Halbleiterspeicher 100 
zuzufiihren ist. Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Taktflanke 
ACLK fur die Treibersignaiformung benutzt, urn bei 
NRZ(Non-Retum-to-Zero)-Signalformung Signalforman- 
derungs-Takte festzulegen. Die Taktflanke BCLK wird bei 
RZ(Retum-to-Zero)-SignalfonTiung als voreilende Flanke 
benutzt, wahrend die Taktflanke CCLK bei der RZ-Signal- 
formung als nacheilende Flanke benutzt wird. Man beachte, 
daB diese Benutzungsarten der Taktflanken ACLK, BCLK 
und CCLK als Beispiele genannt sind und daB die Takt- 
flanke ACLK als voreilende Ranke benutzt werden kann, 
wobei die Taktflanke BCLK oder CCLK als nacheilende 
Ranke benutzt wird. 

Je nachdem, ob das in Fig. 1 gezeigte Priifsystem vom 
lyp mit Betriebsmittelteilung oder vom stiftweise arbeiten- 
den Typ ist, ist der Taktgenerator 20 iibrigens verschieden 
konfiguriert und wirkt verschieden. 

Fig. 4 ist eine Darstellung einer schematischen Konfigu- 
ration des Taktgenerators 20 in dem Halbieiter-Priifsystem 
vom Typ mit Betriebsmittelteilung. Wie in Fig. 4 gezeigt, 
enthalt der Taktgenerator 20 in dem Halbieiter-Priifsystem 
vom Typ mit Betriebsmittelteilung eine gemeinsame Takt- 
flanken-Generatorschaltung 20 fiir die Stifte des Halbleiter- 
speichers 100. Die Taktflanken-Generatorschaltung 22 ist 
entsprechend mit den verschiedenen Taktflanken ACLK, 
BCLK etc. versehen und ist imstande, mehrere (z. B. acht) 
voneinander verschiedcne Taktflanken zu erzeugen. Zum 
Beispiel erzeugt die Taktflanken-Generatorschaltung 22 ent- 
sprechend ACXK acht Taktflanken ACLKl bis ACLK8 als 
Aus wahlkandidaten . 

Der Taktgenerator 20 enthalt eine entsprechende Anzahl 
Selektoren 24, die zu den Stiften des Halbleiterspeichers 
100 gehoren, so daB die Selektoren 24 geschaltet werden 
konnen, acht Taktflanken ACLKl bis ACLK8 zuzuordnen, 
die von der Taktflanken-Generatorschaltung 22 an die Stifte 
ausgegeben werden. Das gleiche gilt fiir die anderen Takt- 
flanken BCLK, CCLK, DREL etc. . Zum Beispiel ist jeder 
Stift mit einem Selektor 24 zur Auswahl eines von acht von 
der entsprechenden Taktflanken-Generatorschaltung 22 vor- 
bereiteten Wertekandidaten versehen, so daB diese Selekto- 
ren 24 geschaltet werden, einen der entsprechend den Takt- 
flanken BCLK etc. vorbereiteten acht Kandidaten auszu- 
wahlen. 

Fig. 5 ist eine Darstellung einer schematischen Konfigu- 
ration des Taktgenerators 20 in dem Halbieiter-Priifsystem 
vom stiftweise arbeitenden Typ. Wie in Fig. 5 gezeigt, ent- 
halt der Taktgenerator 20 in dem Halbieiter-Priifsystem vom 
stiftweise arbeitenden Typ mehrere Taktflanken-Generator- 
schaltungen 26, fiir jeden Stift des Halbleiterspeichers 100 
eine. Die Taktflanken-Generatorschaltungen 26 sind im- 
stande, die verschiedenen Taktflanken ACLK, BCLK, 
CCLK, DREL, DRET, STRB etc. unabhangig voneinander 
zu erzeugen. AuBerdem kann vorgesehen werden, daB ihre 
jeweihgen Taktflanken ACLK etc. optionale Werte auf einer 
Stift-zu-Stift-Basis haben. 
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Sieueraktion des Prufprozessors 

Fiir das Halbleiter-Priifsystem mit der obigen Konfigura- 
tion werden nun Aktionen fiir den Fall beschrieben, daB die 
verschiedenen Taktflanken durch Ausfuhrung eines vorbe- 5 
slimmten Programms zur Priifungsdurchfuhrung in Entspre- 
chung zu den Stiften eingeslellt werden. Zurn Beispiel wird 
die Aktion in dem Fall betrachtet, daB das f^rogramm zur 
Priifungsdurchfuhrung teilweise folgende Anweisungen 
enthalt: lO 

ACLKl = 10 MS 

PDl-4 = INI, NRZA, ACLKl 

MEAS MPAT. 

15 

Fig. 6 isteine Skizze zur Darstellung des Ablaufs von Ak- 
tionen des Prufprozessors 10, wenn das Betriebssystem die 
obigen Anweisungen des Programms zur Prufungsdurch- 
fuhrung ausfiihrt. 

Durch Ausfuhrung der Anweisung (ACLKl = 10 \is) in 20 
der ersten Zeile des Programms zur Priifungsdurchfuhrung 
unter Verwendung des Betriebssystems reserviert der Priif- 
prozessor 10 einen Datenbereich entsprechend ACLKl und 
speichert 10 fjs als Daten, die einen Takt angeben, in dem 
die Taktflanke ACLKl in dem Datenbereich erscheint, wie 25 
in der Skizze gezeigt. Diese Aklion wird genieinsam durch- 
gefiihrt, ganz gleich ob das betreffende Halbleiter-Priifsy- 
stem vom Typ mit Betriebsmittelteilung oder vom stiftweise 
arbeitenden Typ ist. 

Durch Ausfiihrung der Anweisung (PDl-4 = INl, 30 
NRZA, ACLKl) in der zwcitcn Zeile unter Verwendung des 
Betriebssystems stellt dann der Prufprozessor 10 den Aus- 
gangspegel und die Ausgangssignalform des Treibers 62 
entsprechend den Stiften 1 bis 4 des Halbleiterspeichers 100 
auf INI (was spater beschrieben wird) bzw. NRZA (eine Art 35 
von NRZ-Signalform) ein und reserviert einen Stiftgruppen- 
bereich, in dem eine Stiftgruppe entsprechend ACLKl ein- 
gestellt wird, um 1 bis 4 in diesem Bereich zu speichem. Fiir 
die Stifte 1 bis 4 des Halbleiterspeichers 100 schaltet der 
Prufprozessor 10 weiterhin den Selektor 24 in dem in Fig, 4 40 
gezeigten Taktgenerator 20 auf ACLKl der Taktflanken-Ge- 
neratorschaltung 22 entsprechend ACLK. Im Falle des 
Halbleiter-Priifsystems vom stiftweise arbeitenden Typ wie 
in Fig. 5 beachte man, daB der Ablauf bis zur Einstellung der 
Stiftgruppe entsprechend ACLKl durchgefiihrt wird, da die 45 
in Fig. 4 gezeigten Selektoren 24 im Taktgenerator 20 feh- 
len. 

Danach fiihrt der Prufprozessor 10 die Anweisung 
(MEAS MPAT) in der dritten Zeile des Programms zur Prii- 
fungsdurchfuhrung aus, um eine vorbestinunte MeBaktion SO 
zu starten. Vor der MeBaktion liest der Prufprozessor 10 je- 
doch 10 |JS als Einstellwert von ACLKl aus dem Datenbe- 
reich, um die Einstellung der entsprechenden Taktflanke 
durchzufiihren. Im Falle des Halbleiter-Priifsystems vom 
stiftweise arbeitenden IVp liest der Prufprozessor 10 die 55 
Stiftgruppe 1 bis 4 von ACLKl aus dem Stiftgruppenbe- 
reich und liest Daten 10 ps entsprechend ACLKl aus dem 
Datenbereich, um 10 |JS als die Taktflankendaten von 
ACLKl in den Taktflanken-Generatorschaltungen 26 einzu- 
stellen, die jeweils einem der Stifte 1 bis 4 im Taktgenerator 60 
20 entsprechen. Hingegen liest der Prufprozessor 10 im 
Falle des Halbleiter-Priifsystems vom Typ mit Beuiebsmit- 
telteilung Daten 10 ps entsprechend ACLKl aus dem Da- 
tenbereich, um 10 ps als die Taktflanke ACLKl der ACLK 
entsprechenden Taktflanken-Generatorschaltung 22 im 65 
Taktgenerator 20 einzustellen, AnschlieBend wird eine vor- 
bestinuntc MeBaktion durchgefiihrt. 

Auf diese Weise ninrnit der Prufprozessor 10 dieser Aus- 
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fuhrungsform bei Ausfuhrung der Anweisungen des Pro- 
gramms zur Priifungsdurchfuhrung zur Einstellung eines 
speziellen Wertes der Taktflanke ACLKl auch im Falle des 
Halbleiter-Priifsystems vom Typ mit Betriebsmittelteilung 
nicht direkt eine vorbestimmte Einstellaktion an der T^kt- 
flanken-Generatorschaltung 22 im Taktgenerator 20 vor, 
sondem speichert voriibei^ehend 10 ps als seinen speziellen 
Einstellwert in dem entsprechend ACLKl reservierten Da- 
tenbereich. Bei Ausfuhrung dieser Anweisungen hat der 
Prufprozessor 10 somit den gleichen Betriebsablauf, ganz 
gleich ob das Halbleiter-Priifsystem vom Typ mit Betriebs- 
mittelteilung oder vom stiftweise arbeitenden Typ ist, wo- 
durch die Hardware wie der zugehorige Taktgenerator 20 im 
Zcitpunkt der Ausfuhrung dieser Anweisung den gleichen 
Beuiebsablauf verwenden kann. Als Folge konnen die 
Halbleiter-Priifsysteme vom TVp mit BeUHebsmittelteilung 
und vom stiftweise arbeitenden Typ beide die gleichen Prii- 
fiingsbedingungen im strengen Sinne des Wortes verwen- 
den, wodurch die Zuverlassigkeit der Priifung verbessert 
werden kann. 

Der Umstand, daB in dem Halbleiter-Priifsystem vom TVp 
mit Betriebsmittelteilung und in demjenigen vom stiftweise 
arbeitenden Typ bei Ausfuhrung des Programms zur Prii- 
fungsdurchfiihrung der gleiche Betriebsablauf auf den Pruf- 
prozessor 10 angewandt wird, gewahrleistet die Verfugbar- 
keil eines geineinsamen BeUiebssystenis und beseitigt die 
Notwendigkeit, je nach dem IVP Halbleiter-Priifsystems 
verschiedene Betriebssysteme zu entwickeln, d. h. je nach- 
dem, ob es vom Typ mit BeUiebsmittelteilung oder vom 
stiftweise arbeitenden Typ ist, was zu einer Senkung der Ar- 
beitszeit und des Aufwandcs fiir die Entwicklung der Be- 
triebssysteme beitragt. 

Man beachte, daB diese Ausfiihrungsform nur ein speziel- 
les Beispiel ist und daB vielfaltige Modifizierungen und Er- 
weiterungen des beschriebenen Verfahrens moglich sind. 
Zum Beispiel betraf die obige Beschreibung dieser Ausfiih- 
rungsform als Beispiel die Aktion des Prufprozessors 10 im 
Falle der Ausfiihrung des Programms zur Prufungsdurch- 
fiihrung unter Verwendung der Taktflanke ACLK, das glei- 
che gilt aber auch fur den FaU der Einstellung spezieller 
Werte fiir die anderen Taktflanken BCLK CCLK, DREL, 
DRET und STRB. 

Femer ist in der obigen Ausfuhrungsfonn der Betriebsab- 
lauf des Priifprozessors 10 zur Einstellung der Taktflanke 
ACLK etc. fiir das Halbleiter-Prufsystem vom Typ mit Be- 
triebsmittelteilung und fiir das vom stiftweise arbeitenden 
Typ gleich, dies gilt aber auch fiir den Fail der Einstellung 
vcrschicdener andcrer Spannungs- und Stromwcrtc als die 
zur Ausfuhrung der Funktionspriifiingen nodgen Taktflan- 
ken. 

Die verschiedenen anderen einzustellenden Parameter als 
die Taktflanken sind zum Beispiel ein Parameter IN 
(VIN(H) und VIN(L) sind in Fig, 2 gezeigt) zur Einstellung 
der Steuerspannungspegel (Ausgangsspannungspegel) des 
Tieibers 62 entsprechend den Stiften auf der Steckplatine 
60, ein Parameter OUT (VOUT(H) und VOUT(L) sind in 
Fig. 2 gezeigt) zur Einstellung eines obercn Schwellenwer- 
tes und eines unteren Sch we lien wertes des Dopppelverglei- 
chers 64 auf der Steckplatine 60, ein Parameter IL (IL(H) 
und IL(L) sind in Fig. 2 gezeigt) zur Einstellung eines Last- 
stromwertes der programmierbaren Last 66 auf der Steck- 
platine 60 und ein Parameter VT zur Einstellung eines Span- 
nungspegels am anderen Ende des AbschluBwiderstandes 
68, der zu den Stiften auf der Steckplatine 60 gehort. Um die 
Einstellung der verschiedenen Parameter durchzufuhren, 
wird in dem Halbleiter-Prufsystem vom Typ mit Beuiebs- 
mittclteilung sclcktiv einer von mehrcren Kandidatcn bc- 
nutzt, die von der Spannungsgeneratorschaltung oder der 



DE 198 23 

7 

Stromgeneralorschaltung gemeinsain fiir die Stifle vorberei- 
tet werden, wahrend in dem Halbleiter-Prufsystem vom 
stiftweise arbeitenden IVp niittels der fiir jeden Stift voige- 
sehenen Spannungsgeneratorschaltung oder Stromgenera- 
torschaltung eine unabhangige Einstellung auf einer Stift- S 
zu-Stifl-Basis erzielt werden kann, Auf diese Weise sind die 
Basis-Einstellverfahren fur die Einslellung des obigen Para- 
meters IN und anderer Parameter und fiir die Einstellung der 
Taktflanken gleich, so daB das beschriebene Halbleiter-Priif- 
system auf den Fall der Einstellung des Parameters IN und lO 
anderer Parameter anwendbar ist. 

Bei dem Halbleiter-Prufsystem vom IVp mil Betriebsmit- 
telteilung wird die in Fig. 4 gezeigte Taklflanken-Generator- 
schaltung 22 fiir die vcrschicdcncn EinstcUungsartcn durch 
eine Spannungsgeneratorschaltung oder eine Stromgenera- I5 
torschaltung ersetzt, so daB die Steckplatine 60 die Span- 
nungsgeneratorschaltung, die StFomgeneratorschaltung und 
die Selektoren entsprechend den Stiften enthalt. Bei dem 
Halbleiter-Prufsystem vom pinweise arbeitenden Typ wer- 
den die in Fig. 5 gezeigten Taktflanken-Generatorschaltun- 20 
gen 26 durch Spannungsgeneratorschaltungen oder Strom- 
generatorschaltungen ersetzt, so daB die Steckplatine 60 die 
Spannungsgeneratorschaltungen und die Stromgenerator- 
schaltungen enthalt 

Mit dem Parameter IN zur Einstellung des Steuerspan- 25 
nungspegels des Treibers 62 als Beispiel fiir die verschiede- 
nen Einstellungsarten wird die Aktion in dem Fall betrach- 
tet, daB das Progranmi zur Priifungsdurchfuhrung teilweise 
folgende Anweisungen enthalt: 

30 

INI = 3V, IV 

PD1-4 = IN1 
MEAS MPAT. 

Fig. 7 ist eine Skizze zur Darstellung eines Betriebsab- 35 
laufs des Priifprozessors 10, wenn das Betriebssystem die 
Anweisungen des Programms zur Prufungsdurchfiihrung 
ausfuhrt. 

Wie in der Skizze gezeigt, fuhrt der Priifprozessor 10 die 
Anweisung (INI = 3V, IV) in der ersten Zeile des Pro- 40 
gramms zur Priifungsdurchfuhrung unter Verwendung des 
Betriebssystems aus, um einen Datenbereich entsprechend 
INI zu reservieren und 3 V, 1 V als Daten, die den obenen Pe- 
gel VIN(H) bzw. den unteren Pegel V1N(L) der Ausgangs- 
spannung des Treibers 62 angeben, in dem Datenbereich zu 45 
speichem. Diese Aktion wird gemeinsam durchgefiihrt, 
ganz gleich ob das betreffende Halbleiter-Prufsystem vom 
Typ mit Bctricbsmitteltcilung oder vom stiftweise arbeiten- 
den Typ ist. 

Der Priifprozessor 10 fiihrt dann die Anweisung (PDl-4 50 
= INI) in der zweiten Zeile des Programms zur Prufungs- 
durchfiihrung unter Verwendung des Betriebssystems aus, 
um einen Stiftgruppenbereich zur Einstellung einer Stift- 
gruppe entsprechend INI zu reservieren und 1 bis 4 in die- 
sem Bereich zu speichem. Fiir die Stifte 1 bis 4 des Halblei- 55 
terspeichers 100 erlaubt es der Priifprozessor 10 den Selek- 
toren (die den in Fig, 4 gezeigten Selektoren 24 entsprechen, 
wie beschrieben) auf der Steckplatine 60, auf INI der Span- 
nungsgeneratorschaltung entsprechend dem Parameter IN 
zu schalten. Iiii Falle des Halb lei ter-Priifsy stems vom stift- 60 
weise arbeitenden Typ beachte man, daB der Ablauf bis zur 
Einstellung der Stiftgruppe entsprechend INI durchgefuhrt 
wird, da die den Stiften auf der Steckplatine 60 entsprechen- 
den Selektoren fehlen. 

Danach fiihrt der Priifprozessor 10 die Anweisung 65 
(MEAS MPAT) in der dritten Z^ile des Programms zur Pru- 
fungsdurchfiihrung aus, um eine vorbcstimmte McB-aktion 
zu starten. Vbr der MeBaktion liest der Priifprozessor 10 je- 
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doch 3V, IV als Einstellwerte fiir INI aus dem Datenbe- 
reich, um die entsprechenden Treiberausgangsspannungen 
einzustellen. Im Falle des Halblei ter-Priifsy stems vom stift- 
weise arbeitenden Typ liest der Priifprozessor 10 eine Stift- 
gruppe 1 bis 4 aus dem Stiftgruppenbereich und liest Daten 
3V, IV entsprechend INI aus dem Datenbereich, um 3V, IV 
als Daten INI in den Spannungsgeneratorschaltungen ent- 
sprechend den Stiften 1 bis 4 auf der Steckplatine 60 einzu- 
stellen. Hingegen liest der Priifprozessor 10 im Falle des 
Halbleiter-Prufsystems vom Typ mit Betriebsmittelteilung 
Daten 3V, IV entsprechend INI aus dem Datenbereich, um 
3 V, I V als INI der dem Parameter IN entsprechenden Span- 
nungsgeneratorschaltung auf der Steckplatine 60 einzustel- 
len. AnschlicBcnd wird cine vorbcstimmte MeBaktion 
durchgefiihrt. 

Auf diese Weise nimmt der Priifprozessor 10 dieser Aus- 
fiihrungsform bei Ausfiihrung der Anweisungen des Pro- 
gramms zur Prufungsdurchfiihrung, bei der Einstellung der 
Treiberausgangsspannung IN und anderer Parameter als ei- 
nen speziellen Wert INI einzustellen, auch im Falle des 
Halbleiter-Prufsystems vom Typ mit BeUiebsmittelteilung 
nicht direkt eine vorbcstimmte Einstellaktion an der Span- 
nungsgeneratorschaltung auf der Steckplatine 60 vor, son- 
dern speichert voriibergehend 3V, IV als seine speziellen 
Einstellwerte in dem entsprechend INI reservierten Daten- 
bereich. Der Betriebsablauf des Priifprozessors 10 bei Aus- 
fiihrung der Anweisungen ist daher bei den beiden Halblei- 
ter-Priifsystemen vom Typ mit Betriebsmittelteilung und 
vom stiftweise arbeitenden T^P gleich, wodurch die Hard- 
ware wie die entsprechende Steckplatine 60 im Zeitpunkt 
der Ausfuhrung dicscr Anweisung den glcichcn Betriebsab- 
lauf verwenden kann. Als Folge konnen die Halbleiter-Priif- 
systeme vom Typ mit Betriebsmittelteilung und vom stift- 
weise arbeitenden lyp beide die gleichen Priifiingsbedin- 
gungen im strengen Sinne des Wortes verwenden, wodurch 
die Zuverlassigkeit der Priifung verbessert werden kann. 

Der Umstand, daB in dem Halblei ter-Priifsy stem vom lyp 
mit Betriebsmittelteilung und in demjenigen vom stiftweise 
arbeitenden Typ bei Ausfuhrung des Programms zur Prii- 
fungsdurchfuhrung der gleiche Betriebsablauf auf den Priif- 
prozessor 10 angewandt wird, gewahrleistet die Verfiigbar- 
keit eines gemeinsamen Betriebssystems und beseitigt die 
Notwendigkeit, je nach dem Typ des Halbleiter-Prufsystems 
verschiedene Betriebssysteme zu entwickeln, d. h. je nach- 
dem, ob es vom T^p mit Betriebsmittelteilung oder vom 
stiftweise arbeitenden Typ ist, was zu einer Senkung der Ar- 
beitszeit und des Aufwandes fiir die Entwicklung der Be- 
triebssysteme beitragt. 

In der obigen Ausfiihrungsform wurde zwar ein Halblei- 
ter-Priifsystem betrachtet, das Funktionspriifungen am 
Halblei terspeicher 100 durchfuhrt, die zu priifenden Halb- 
lei terbauelemente sind aber nicht auf Halbleiterspeicher be- 
schrankt, sondem sie konnen verschiedene Typen von Pro- 
zessoren, integrierten Logikschaltungen etc. sein. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Ausfuhrung eines Priifprogramms fiir 
ein Halb lei ter-Priifsy stem, das durch Ausfiihrung eines 
Prufprograiiuiis unter Verwendung eines Betriebssy- 
stems eine vorbcstimmte Funktionspriifung an einem 
Halblei terbauelement durchfiihrt, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- bei Ausfiihrung einer Anweisung des Priifpro- 
gramms, die einen zur Durchfiihrung der Funkti- 
onsprufung benotigten vorbestimmten Einstell- 
wcrt angibt, der so angcgebcne Einstellwert in ei- 
nem vorbestimmten Datenbereich gespeichert 
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wird, und 

~ bei Ausfiihrung einer Anweisung des IVufpro- 
gramms, die einen Befehl zur Durchfiihrung der 
Funktionspriifung gibt, der in dem Datenbereich 
gespeicherte Einstellwert gelesen wird und die 5 
Einstellung einer entsprechenden Schaltung 
durchgefiihrt wird, wonach die Funklionspriifung 
durchgefuhrl wird. 

2. Verfahren zur Ausfiihrung eines Priifprograinms, 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die lO 
Schaltung eine Taktflanken-Generatorschaltung ist und 
daB der Einstellwert aus Daten besteht, die einen Takt 
angeben, in dem eine von der Taktflanken-Generator- 
schaltung ausgcgcbenc Taktfiankc crschcint. 

3. Verfahren zur Ausfiihrung eines Prufprogramms, 15 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Taktflanke benutzt wird, urn eine Ausgangssignalform 
eines Treibers zu formen, die an Stifte des zu priifenden 
Halbieiterbauelementes anzulegen ist. 

4. Verfahren zur Ausfiihrung eines Prufprogramms, 20 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Taktflanke benutzt wird, uni einen Befehl in bezug auf 
den Betriebsstatus des mit den Stiften des zu prufenden 
Halbieiterbauelementes verbundenen Treibers zu ge- 
ben. 25 

5. Verfahren zur Ausfuhrung eines Prufprogramms, 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Taktflanke benutzt wird, um einen Befehl in bezug auf 
einen Takt zu geben, in dem ein Spannungsvergleicher 
eine an jedem Stift des zu prufenden Halbleiterbauele- 30 
mcntes erschcincndc Spannung mit cincm vorbc- 
stimmlen Schwellenwen vergleicht. 

6. Verfahren zur Ausfuhrung eines Prufprogramms, 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schaltung eine Spannungsgeneratorschaltung ist und 35 
daB der Einstellwert aus Daten besteht, die eine Aus- 
gangsspannung der Spannungsgeneratorschaltung an- 
geben. 

7. Verfahren zur Ausfuhrung eines Prufprogramms, 
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 40 
Spannungsgeneratorschaltung einen Steuerspannungs- 
pegel eines Treibers einstellt, der an jeden Stift des zu 
prufenden Halbieiterbauelementes anzulegen isL 

8. Verfahren zur Ausfiihrung eines Priifjprogramms, 
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 45 
Spannungsgeneratorschaltung einen Schwellenwert ei- 
nes Spannungsvergleichers einstellt, der mit einer an 
jedem Stift des zu prufenden Halbieiterbauelementes 
erscheinenden Spannung zu vergleichen ist. 

9. Verfahren zur Ausfuhrung eines Pru^rogramms, 50 
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Spannungsgeneratorschaltung einen Spannungspegel 
am anderen Ende eines mit jedem Stift des zu priifen- 
den Halbieiterbauelementes verbundenen AbschluBwi- 
derstandes einstellt. 55 

10. Verfahren zur Ausfuhrung eines Prufprogramms, 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schaltung eine Stromgeneratorschaltung ist und daB 
der Einstellwert ein AusgangssU-omwert der Stromge- 
neratorschaltung isl. 60 

11. Verfahren zur Ausfuhrung eines Priifprogramms, 
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Stromgeneratorschaltung einen Laststromwert jedes 
Stiftes des zu prufenden Halbieiterbauelementes ein- 
stellt. 65 

12. Verfahren zur Ausfuhrung eines Prufprogramms, 
nach cincm der vorhcrgchcnden Anspriichc, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Betriebssystem von einem 



Halbleiler-Priifsystem vom T^p mil Betriebsmitteltei- 
lung und einem Halbleiler-Priifsystem vom pinweise 
arbeitenden Typ gemeinsam benutzt wird. 
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